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CARACTERIZACION DE MATERIALES

DATOS GENERALES

Tipo de
crédito

Tipo de asignatura

Idioma de
imparticién

Modalidad de imparticién

Obligatoria de
Maestria
(orientaciones
MR & TDM)

Curso

Espafiol

Presencial

CREDITOS

De acuerdo con la propuesta curricular, los datos escolares de la asignatura son:

Horas presenciales | Horas presenciales Horas de trabajo
Numero de p e auténomo del Total de créditos
Semestre de teoria por de practica por .
semanas estudiante por (RGEP)
semana semana
semana
1 16 3 2 4 8

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante sera capaz de presentar los fundamentos tedricos de diversas técnicas analiticas
usadas para caracterizar a los materiales, utilizando los principios basicos, y asi entender la operacién de los
instrumentos y equipos asociados a estas técnicas, asi como el ajuste optimo de sus parametros de operacién, para
finalmente presentar la aplicacién practica de estas técnicas

COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Esta asignatura contribuye de manera directa al logro de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso

del programa:

Competencia

Descripcion de la competencia

Dominio de su area o disciplina

profesién.

Debera implementar los conocimientos basicos para la materia acerca de su

Lectura y comprension de textos

Debera utilizar distintos textos técnicos y cientificos para investigar términos

técnicos y cientificos nuevos y relacionados con la materia
Capacidad para identificar, formular y Tendré la capacidad para identificar, formular y solucionar problemas por medio de
resolver problemas los conocimientos adquiridos en la materia.

Capacidad para aplicar conocimientos

en matematicas, ciencia e ingenieria
para la solucion de problemas

Resolver problemas implementando los nuevos conocimientos adquiridos.

PLANEACION DIDACTICA GENE

RAL
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A continuacién, se describe la planeacion general del proceso de aprendizaje:

No.

Nombre de la Unidad o Fase

Resultados de aprendizaje
especificos

Metodologias y actividades
de ensefnanza-aprendizaje

1.2

1.3

14

1.5

Difraccion de rayos X

Produccién y propiedades de los rayos X.
1.1.1. Origen. Espectro continuo y espectro
caracteristico.

1.1.2. Absorcion y fluorescencia.

1.1.3. Fuentes para generar rayos X.

1.1.4. Produccion de radiacion monocromatica.
1.1.5. Uso de rayos X para analisis estructurales.
Teoria de difraccion.

1.2.1. Dispersion de rayos X por electrones,
atomos y celdas.

1.2.2. Ley de Bragg.

1.2.3. Aproximaciones experimentales a la
difraccién de rayos X

1.2.4. Intensidad de picos de difraccién y factores
que la afectan.

1.2.5. Célculo de factor de estructura y patrones
de difraccion.

Métodos experimentales.

1.3.1. Preparacion de muestras

1.3.2. Métodos de camara.

1.3.3. Difractdmetro de polvo.

1.3.4. Adquisicion de datos de difraccion.
Aplicaciones.

1.4.1. Determinacion de pardmetros de red y
estructura cristalina.

1.4.2. Andlisis cualitativo y cuantitativo de fases
cristalinas.

Practicas de laboratorio asociadas al tema 1.

Conocer y analizar conceptos
sobre el tema de rayos x, asi
como métodos para el calculo
de problemas y métodos
experimentales.

Exposicién de temas, andlisis
de conceptos tedricos,
desarrollo de ejemplos y
analisis de mecanismos en
clase por parte del profesor.

2.

21.

Microscopia 6ptica y analisis cuantitativo de
microestructuras
Preparacion metalografica de muestras

(optativo).

2.2. Microscopia dptica.

2.3. Métodos cuantitativos y analisis de imagen.
2.4. Practicas de laboratorio asociadas al tema

conocer métodos
cuantitativos sobre la
microscopia

Exposicion de temas, analisis
de conceptos teoricos,
desarrollo de ejemplos y
andlisis de mecanismos en
clase por parte del profesor.

3.

3.1.

3.2.

Microscopia electronica de barrido y
microanalisis

Interaccion haz de electrones-muestra.

3.1.1. Dispersion elastica e inelastica.

3.1.2. Electrones secundarios, retro dispersados
y Auger.

3.1.3. Rayos X caracteristicos.

3.1.4. Volumen de interaccién

Microscopio electrénico de barrido (MEB).

3.2.1. Componentes principales de un MEB.

Analizar la dispersion de
energia, rayos x y conocer
nuevos conceptos sobre la
microscopia y el microanalisis

Exposicién de temas, andlisis
de conceptos teoricos,
desarrollo de ejemplos y
analisis de mecanismos en
clase por parte del profesor.
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3.2.2. Caon de electrones, sistema de lentes,
detectores.
3.2.3. Proceso de formacion de la imagen.
3.2.4. Condiciones de operacion y limitaciones.
3.3. Microandlisis con rayos X.
3.3.1. Espectrémetro de dispersion de energia de
rayos X (EDX)
3.3.2. Espectrémetro de longitud de onda de
rayos X (WDX).
3.3.3. Comparacion entre EDX'y WDX.
3.3.4. Analisis quimico cualitativo con EDX 'y
WDX.
3.3.5. Andlisis quimico cuantitativo con EDX'y
WDX. Método ZAF.
3.3.6. Introduccién a difraccién de electrones
retro dispersados (EBSD).
3.4. Practicas de laboratorio asociadas al tema 3.

4. Microscopia electronica de transmision
(TEM)

4.1. Componentes principales de un TEM.

4.2. Mecanismo de formacién de la imagen.

4.3. Difraccion de electrones.

4.4. Préacticas de laboratorio asociadas al tema 4.

Analizar y aprender los
nuevos conocimientos sobre
la microscopia electrénica de
transmision.

Exposicion de temas, analisis
de conceptos teoricos,
desarrollo de ejemplos y
andlisis de mecanismos en
clase por parte del profesor.

5. Técnicas espectroscopias

5.1. Técnicas de identificacion béasicas en los
materiales.

5.2. Concepto y tipos de técnicas espectroscopicas.
5.3. Espectrometria de absorcion atémica.

5.4. Espectroscopia infrarroja.

5.5. Espectrometria de masas.

5.6. Espectroscopia Raman.

5.7. Espectroscopia de electrones Auger.

5.8. Practicas de laboratorio asociadas a las diversas
técnicas espectroscopicas.

Aprender y utilizar nuevas
técnicas de espectroscopia.

Exposicion de temas, andlisis
de conceptos teoricos,
desarrollo de ejemplos y
andlisis de mecanismos en
clase por parte del profesor.

EVALUACION

A continuacién, se muestra las condiciones de las evaluaciones parciales.

Momento de . Ll ‘s . Ponderacion para
No. " Método de evaluacién y valor para la evaluacion parcial S e
evaluacion evaluacion final
1 Semanas 5,10, 16 | ¢  Tres examenes parciales por escrito en clase. 33%
2 Semanas 1a 16 e Tareas alo largo de todo el curso. 33%
3 Semanas 3a 16 e  Proyecto a desarrollar a lo largo de todo el curso. 33%

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DIGITALES




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
UASLP FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad Auténoma  \Maestrig y Doctorado en Ingenieria Mecanica

FACULTAD DE
INGENIERIA
UASLP

BIBLIOGRAFIA BASICA

Introduction to X-ray Powder Diffractometry Ron Jenkins y Robert L. Snyder John Wiley & Sons, Inc., 1996.
X-Ray Diffraction, A Practical Approach C. Suryanarayana y M. Grant Norton Plenum Press, 1998

Elements of X-ray Diffraction, Third Edition B.D. Cullity y S.R. Stock Prentice Hall, Inc., 2001.

Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Third Edition, Joseph I. Goldstein, Dale E. Newbury,
David C. Joy, Charles Lyman, Patrick Echlin, Eric Lifshin, Linda Sawyer, y Joseph Michael Kluwer
Academic/Plenum Publishers, 2003

Principles and Practice of Variable Pressure/Environmental Scanning Electron Microscopy (VP-ESEM),
Debbie J. Stokes Wiley, 2008.

Electron Backscatter Diffraction in Materials Science, 2nd Edition. Adam J. Schwartz, Mukul Kumar, Brent L.
Adams, David P. Field Springer

Materials Characterization ASM Handbook, Volume 10 ASM International, 1992

Practical Guide to Image Analysis ASM International, 2000

Transmission Electron Microscopy David B. Williams y C. Barry Carter Plenum Press, 1996

Practical Electron Microscopy in Materials Science, Part 1 a 4 J. W. Edington Macmillan Press LTD, 1974.
Electron Microscopy of Materials, an Introduction Manfred Von Heimendahl Academic Press, 1980

Analytical Techniques in Materials Conservation Stuart Barbara John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications Stuart Barbara John Wiley & Sons, Ltd, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Principles and Practice of Variable Pressure/Environmental Scanning Electron Microscopy (VP-ESEM),
Debbie J. Stokes Wiley, 2008.

Electron Backscatter Diffraction in Materials Science, 2nd Edition. Adam J. Schwartz, Mukul Kumar, Brent L.
Adams, David P. Field Springer

Materials Characterization ASM Handbook, Volume 10 ASM International, 1992

Practical Guide to Image Analysis ASM International, 2000

RECURSOS DIGITALES

Bibliotecas digitales de la UASLP con acceso a bases de datos cientificas.

REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Para poder cursar esta asignatura, es necesario:

No hay ningun requisito

INTEROPERABILIDAD

Esta asignatura es compartida con los siguientes programas de posgrado:

El curso es tanto para el programa de maestria en ingenieria mecanica como para el doctorado en ingenieria
mecanica.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
UASLP FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad Auténoma  \Maestrig y Doctorado en Ingenieria Mecanica

FACULTAD DE
INGENIERIA
UASLP

OTRAS FORMAS DE ACREDITACION

o Esta asignatura puede ser acreditada a través de la presentacion de un documento probatorio que certifique
que el estudiante ya cuenta con los aprendizajes necesarios: No

o Esta asignatura puede ser acreditada a través de un examen que certifique que el estudiante ya cuenta con
los aprendizajes necesarios: No

MAXIMO Y MiNIMO DE ESTUDIANTES POR GRUPO

o Maximo de estudiantes por grupo para garantizar viabilidad académica, pedagdgica y financiera: 20
o Minimo de estudiantes por grupo para garantizar viabilidad académica, pedagdgica y financiera: 1

ELABORADORES Y REVISORES
e Elaboré: Dra. Sandra Luz Rodriguez Reyna

o Revisé:
o Fecha ultima de Revision Curricular: Septiembre 2022



